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Ο Κώστας Γιαννακό̟ουλος είναι α̟όφοιτος του Τµ. Φυσικής του Α.Π.Θ. 
(1995), ό̟ου ξεκίνησε την ενασχόληση του µε την Ε̟ιστήµη των Υλικών και 
ιδιαίτερα την Ηλεκτρονική Μικροσκο̟ία ∆ιέλευσης (TEM). Πήρε το 
∆ιδακτορικό του α̟ό το Πολυτεχνικό Τµήµα (τοµέας Ε̟ιστήµης και 
Μηχανικής των Υλικών) του Πανε̟ιστηµίου του Liverpool (Αγγλία) το 1998, 
µε την µελέτη  της ανά̟τυξης και των δοµικών ιδιοτήτων υµενίων InGaAs 
̟άνω σε «γειτονικά» (vicinal) υ̟οστρώµατα GaAs. Στη συνέχεια εργάστηκε 
στo κέντρο Έρευνας και Ανά̟τυξης της  µεγαλύτερης Ευρω̟αϊκής εταιρείας 
ηµιαγωγών, ST Microelectronics, στην Grenoble της Γαλλίας.  Α̟ό το 2002 έως 
σήµερα εργάζεται σαν Προσκεκληµένος Ερευνητής στο Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικής Μικροσκο̟ίας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», συνεχίζοντας την 
στενή συνεργασία του µε την  ST Microelectronics για τον χαρακτηρισµό µε 
Υψηλής ∆ιακριτικής Ικανότητας ΤΕΜ νανοϋλικών, ό̟ως µονωτικά λε̟τά 
υµένια µε υψηλή διηλεκτρική σταθερά και κβαντικές τελείες ηµιαγωγών. 
Ασχολείται µε τον δοµικό χαρακτηρισµό και την ανά̟τυξη νανοδοµών για 
ένα µεγάλο φάσµα εφαρµογών, ό̟ως: µνήµες flash, µαγνητικές µνήµες, 
αισθητήρες κλ̟. Παράλληλα διδάσκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το ΤΕΙ Πειραιά. Κατά ̟εριόδους έχει ε̟ίσης εργαστεί σαν κριτής ̟ροτάσεων 
χρηµατοδότησης α̟ό την Ε.Ε. και την Ελληνική Κυβέρνηση και έχει γίνει 
α̟οδέκτης 3 ερευνητικών υ̟οτροφιών (2 Marie Curie). Το ε̟ιστηµονικό του 
έργο έχει δηµοσιευθεί σε 35 ̟ρωτότυ̟ες δηµοσιεύσεις σε διεθνή ̟εριοδικά. 
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Microscopy (TEM). He took his PhD in 1998 from the Dept. of Engineering 
(Div. of Materials Sc. and Eng.) of the Univ. of Liverpool (UK), for the study 
of the growth and the structural properties of InGaAs layers grown on vicinal 
GaAs wafers. Then he worked at the Central R&D facility of ST 
Microelectronics (Grenoble, France), the largest semiconductor manufacturer 
in Europe. Since 2002 he works as an invited researcher in the Electron 
Microscopy Laboratory of NCSR Demokritos, in Athens, continuing his close 
collaboration with ST Microelectronics, for the structural characterisation with 
High Resolution TEM of nanomaterials such as high-k dielectric thin films 
and semiconductor quantum dots. His research activities include the growth 
and structural characterisation of nanostructures for a variety of applications 
such as magnetic memories, flash memories, sensors etc. In parallel he teaches 
at the National Technical University of Athens and the Technological 
Educational Institute of Piraeus. He has worked as an expert evaluator of 
research proposals for the E.U. and the Greek Government and he has 
received 3 research fellowships (incl. 2 Marie Curie). He has 35 publications in 
International Journals. 
 


